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Załącznik nr 4a do Zapytania ofertowego
Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia

Profilometr optyczny  (1 szt.)
Wymagane parametry techniczne

Bezstykowy optyczny profilometr dedykowany do badań grubości cienkich warstw w zakresie ~10 nn to ~μm. Profilometr musi zapewniać pomiar profilu, kształtów i form topograficznych, chropowatości, tekstury powierzchni próbek i wysokości stopnia. System musi pracować w oparciu o zjawisko interferencji światła białego.
	Parametr 
	Zakres/ specyfikacja
	Parametry oferowanego urządzenia przez Wykonawcę

	Typ pomiarów
	Nieniszczące,
	

	Tryby pomiarowe 
	grubość, profil, chropowatość powierzchni, mapowanie 3D
	

	Szybkość skanowania
	≥10 μm/s
	

	Maksymalny zakres skanowania piezo dla pojedynczego obrazu w osi Z
	500μm
	

	Zakres ruchu głowicy w osi Z
	do 100 mm
	

	Zakres posuwu XY
	Co najmniej 100 mm x 100 mm
	

	Minimalna dokładność pomiaru wysokości stopnia
	0,7%
	

	Minimalna powtarzalność pomiaru wysokości stopnia
	0,1%
	

	Manualny system do poziomowania próbki w zakresie
	+/- 5°
	

	Detektor 
	Kamera cyfrowa lub CCD: min. 2592x1944 pixeli
	

	Oprogramowanie do analizy wyników pomiarowych
	Tak z możliwością wykonania profilu powierzchni w dowolnym miejscu zdjęcia
	

	Obiektywy
	≥10xinterferometryczny
	

	Zdolność rozdzielcza obiektywu
	Co najmniej 0,92 μm 

	

	Pole widzenia
	≥2,0 x 1,7 mm
	

	Odległość robocza
	≥7,4 mm
	

	Apertura numeryczna
	0,3
	

	Maksymalna krzywizna próbki
	≥14°
	

	Praca zgodnie z normą
	ISO 25178
	

	Przystawka do pomiarów stykowych 
	Tak, w zestawie 
	

	Siła nacisku sondy
	Co najmniej 1 mg- 15 mg
	


	Skanowanie liniowe 
	≥50 mm
	

	Rozdzielczość w osi Z
	≥1 Å
	

	Zakres pionowy 
	≥1 mm
	

	Powtarzalność pomiaru stopnia
	≤4 Å, 1 σ
	

	Platforma antywibracyjna 
	system antywibracyjny w wersji podstawki pod urządzenie oparty na systemie piezoelektryków
	

	Pasmo aktywnej izolacji
	Co najmniej w zakresie 1 – 200 Hz
	

	Wydajność izolacyjna
	≥ 23 dB (93.0%) dla 5 Hz, 40 dB (99.0%) powyżej 15 Hz


	

	Korygowane siły, pozioma
	 ≥8N
	

	Korygowane siły, pionowa
	≥4 N
	

	Udźwig
	W zakresie co najmniej  5 – 25 kg
	

	Możliwość pomiarów warstw
	Transparentne i nietransparentne 
	

	Opcje dodatkowe 
	Możliwość rozbudowy o:

- obiektywy interferometryczne o powiększeniu 50x, 100x

- tryb pomiarowy PSI
	

	System sterowania
	Oprogramowanie sterujące umożliwiające pełną kontrolę zestawu oraz analizę, przy wykorzystaniu komputera zewnętrznego z systemem operacyjnym Windows 10
	

	Jednostka sterująca 
	≥i5, ≥500GB, ≥16GB Ram, monitor ≥21”, karta graficzna ≥1Tb
	

	Gwarancja
	≥3 lata
	


Zakres dostawy obejmuje także dostawę, rozładunek, podłączenie i uruchomienie urządzeń wraz z dostawą materiałów i elementów niezbędnych do prawidłowego podłączenia, instalacji  i działania. Przeprowadzenie instruktażu w zakresie prawidłowej obsługi oraz przeprowadzenie testów i ruchu próbnego w czasie odbiorów. Koszty przeprowadzenia ruchu próbnego wraz z zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych dla ruchu próbnego, do czasu dokonania odbioru ponosi dostawca.

Dostarczony produkt jest nowy, nieużywany, pełnowartościowy. 
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